Anmeldung fiir eine Tagungsteilnahme

Bitte bis zum 07.09.2011 faxen an:
(030) 63 92— 65 01
oder per E-mail an: info@ifg-adlershof.de

Name

Vorname Titel

Firma/Einrichtung

Adresse

Telefon Fax

E-Mail

Vortrag L] ja L] nein poster | ja L1 nein

Titel des Vortrages / Posters (eine Kurzfassung des Beitrages mit Angabe der
Co-Autoren und der zugehérigen Firmen / Einrichtungen bitte beifiigen)

Teilnahmegebiihren

120,00 € bei Uberweisung bis zum 30.09.2011,

170,00 € bei spdterer Uberweisung, Studenten 20,00 € an:

IAPe.V.

Konto-Nr. 102 000 5920, Deutsche Kreditbank AG Berlin, BLZ 120 300 00

Anmeldung von Ausstellungsflache
[] 4 m? [ l6m2 [ Jgm2

Miete 75,00 €/m? bei Uberweisung bis zum 30.09.2011,
125,00 € bei spdterer Uberweisung.
Ein Vertreter des Ausstellers nimmt gebiihrenfrei an der Tagung teil.

Hotelreservierung
zu Vorzugspreisen von 63,00 € fiir ein EZ bzw. 74 € fiir ein DZ plus 12,00 €
Friihsttick

[ ez [ Ipz vom bis

Ort, Datum Unterschrift

Veranstalter

IAP Institut fiir angewandte
Photonik e.V., Berlin

IfG - Institute for Scientific
Instruments GmbH, Berlin
Bundesanstalt fiir Materialforschung
und -priifung, Berlin;

Bruker Nano GmbH, Berlin
Fraunhofer Institut fiir Elektronische
Nanosysteme (ENAS), Chemnitz;
Optec Berlin-Brandenburg e.V.;
Physikalisch-Technische Bundes-
anstalt, Braunschweig und Berlin;
SPECTRO Analytical Instruments
GmbH, Kleve;

Technische Universitdat Berlin

TSB — Technologiestiftung, Berlin;
VDI/VDE — Gesellschaft Mess-

und Automatisierungstechnik (GMA);
VDI-Bezirksgruppe Adlershof;
WISTA-MANAGEMENT GMBH

Organisation
und Korrespondenzanschrift

Dipl.-Ok. A. Weif (Organisation)

Tel.: (030) 63 92— 65 09

Frau D. Zimani (Sekretariat IAP e. V.
und IfG GmbH)

Tel.: (030) 63 92— 65 00

IAP Institut fiir angewandte

Photonik e.V.

Rudower Chaussee 29/31, 12489 Berlin
Fax: (030) 63 92— 6501

E-Mail: info@ifg-adlershof.de
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Hannover
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Programmkomitee

E. Auerswald, ENAS, Chemnitz

B. Beckhoff, PTB, Berlin

A. Bjeoumikhov, IfG GmbH, Berlin

F. Burgdizy, Bruker AXS GmbH, Karlsruhe
W. Daum, BAM, Berlin

J. Flock, ThyssenKrupp Stahl AG,
Duisburg

A. JanfSen, FH Miinster

B. KanngiefSer, TU Berlin

M. Krumrey, PTB, Berlin

N. Langhoff, IfG GmbH, Berlin

A. Kharchenko, PANalytical,

Almelo, Niederlande

M. Maiwald, BAM, Berlin

H. Miersch, Spectro Analytical
Instruments GmbH, Kleve

M. Ostermann, BAM

U. Panne, BAM und
Humboldt-Universitit, Berlin

P. U. Pennartz, Rigaku Innovative
Technologies

W. Sandner, Max-Born-Institut Berlin
Th. Schiilein, Bruker Nano GmbH, Berlin
R. Wedell, IAP, Berlin

J. Wiesmann, Incoatec GmbH,
Geesthacht

Anfahrtsskizzen auch unter
www.wista.de
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PRORA 2011
Tagungsankundigung

Fachtagung

Prozessnahe
Rontgenanalytik

24.und 25. November 2011

im WISTA — Wissenschafts-
und Technologiepark Adlershof
Einstein-/Newton-Kabinett
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Rudower Chaussee 17
12489 Berlin
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Ziele und Inhalte
der Fachtagung

Die 6. Fachtagung Prozessnahe Rontgenanalytik »PRORA« fin-
det am 24. und 25. November 2011 wieder im Wissenschafts-
und Technologiepark Berlin-Adlershof statt. Wie auch vor zwei
Jahren wird die Tagung von einer Gerateausstellung begleitet,
auf der Hersteller ihre neuesten Produkte prasentieren konnen.

Im Mittelpunkt der diesjahrigen Fachtagung sollten Industrie-
anwendungen von rontgenanalytischen Verfahren stehen, aber
auch wichtige Ergebnisse der Forschung auf dem Gebiet der
Rontgenanalytik vorgestellt werden. Die Probleme der Nut-
zung regenerierbarer Energiequellen und die Energiespeiche-
rung gehoren zu den wichtigsten Aufgaben der Gegenwart.
Daher ist auch die Prozessanalytik zur Uberwachung und Qua-
litatskontrolle von Diinnschichtsolarzellen wieder ein Schwer-
punkt. Weitere interessante Aufgabenstellungen ergeben sich
aus der Verknappung von technologisch wichtigen Metallen,

so dass bereits aufgegebene Lagerstatten wieder erschlossen
werden miissen und Recyclingprozessen besondere Aufmerk-
samkeit geschenkt werden wird. SchlieRlich ist die Umwelt-
analytik, die Kontrolle von Lebensmitteln und die Warenkon-
trolle im grenziiberschreitenden Verkehr im Hinblick auf die
Gewahrleistung der Gesundheit und Sicherheit der Bevolke-
rung ein wichtiges Thema.

Neben den reinen rontgenanalytischen Verfahren sollten auch
ausgewahlte Beitrage zur Kombination dieser Verfahren mit
optischen Methoden, wie z. B. die Kopplung von RFA und Ra-
manspektroskopie, aber auch Elektro- und Photolumineszenz
in Verbindung mit Rontgenverfahren z. B. bei der Analytik von
Solarzellen, sowie weitere optische Verfahren (Laser Induced
Breakdown Spectroscopy und UV — VIS — Spektroskopie) behan-
delt werden.

Die Fachtagung »PRORA« bleibt ein Forum der Diskussion von
Forschern, Entwicklern, Gerate - und Komponentenherstellern
sowie Anwendern auf dem Gebiet der prozessnahen Rontgen-
analytik, so dass sowohl Vertreter der Industrie aber auch aus
Forschungseinrichtungen, Universitaten und Hochschulen zur
Fachtagung erwartet werden. SchlieRlich sind Studenten und
Doktoranden der entsprechenden Fachrichtungen wieder herz-
lich zur Teilnahme an der diesjahrigen »PRORA« eingeladen.
Es wird um die Anmeldung von Beitragen bis zum 10. Septem-
ber 2011 gebeten. Das Programmkomitee behalt sich die Ein-
ordnung als Vortrag oder Poster vor, um ausreichend Platz fiir
Diskussionen zu schaffen. Die einzelnen Programmschwer-
punkte werden durch eingeladene Vortrage eingeleitet.

Im Anschluss an die Fachtagung »PRORA« ist fiir Samstag, den
26.11. 2011 vormittags ein Satellite-Meeting im Berlin Labora-
tory for innovative X-Ray Technologies BLiX an der TU Berlin,
10623 Berlin, Hardenbergstral3e 36 geplant. BLiX wurde in die-
sem Jahr er6ffnet und wird gemeinsam von der TU Berlin und
dem Max-Born-Institut betrieben. Wahrend des Satellite-Mee-
tings soll der Fortschritt der Arbeiten des BLiX sowie der Arbeits-
gruppe »Analytische Rontgenphysik« an der TU Berlin vorge-
stellt werden.

Im Zusammenhang mit dem Satellite-Meeting ist auch die
Beratung des Stiftungsrates der Stiftungsprofessur »Analyti-
sche Rontgenphysik« geplant.

Anmeldungen fiir diese Veranstaltungen kénnen mit den An-
meldungen zur »PRORA« erfolgen.

Folgende Schwerpunkte sind Gegenstand
der Fachtagung PRORA 20m

Methodische Probleme der Prozessanalytik

= Anforderungen an die Zuverldssigkeit und Langzeitstabilitat
von Geraten

m Steuer- und Auswertesoftware fiir die Echtzeitverarbeitung
groRBer Datenmengen

Applikationen in der Industrie

= Analytische Fragestellungen bei Recycling-Prozessen und der
Erkundung von Rohstoffvorkommen

m Prozessnahe Analytik fiir die Entwicklung und Herstellung
von Systemen zur Energieerzeugung sowie zur Energie-
speicherung

m Prozessanalytik zur Gewahrleistung der Sicherheit der Bevol-
kerung — Warenkontrolle an Grenzen — Uberwachung der Le-
bensmitteltechnologie — Uberwachung von technischen An-
lagen - Umweltanalytik

= Anwendungen der Rontgenanalyseverfahren in der Medizin-
technik (Prothetik)

Neue rontgenanalytische Methoden (Forschungsvorlauf)

m Rontgenmikroskopie

m Verfahren zur Diinnschichtanalytik und -speziation, Partikel-
und Grenzflachencharakterisierung, z. B. XSW (Stehende Wel-
lenfelder), SAXS und GISAXS (Grazing Incidence Small Angle
Scattering), Rontgenrefraktometrie, XAFS (Rontgenabsorpti-
onsspektroskopie)

Neue Entwicklungen bei Komponenten
fiir rontgenanalytische Gerate

= Neuentwicklungen bei Laborrontgenquellen

= GroRflachige Detektionssysteme mit hoher Orts- und Ener-
gieauflosung

m Rontgenoptiken fiir verschiedene analytische Anwendungen
— erreichter Entwicklungsstand



